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VSEBINA


Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 
1. povabilo k oddaji ponudbe
2. navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
3. tehnične specifikacije
4. ponudbena dokumentacija

· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

· OBRAZEC 3 - podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte
· OBRAZEC 7 - ponudba

· OBRAZEC 8 - vzorec pogodbe
5. PRILOGE

· PRILOGA 1 – Prevzemni zapisnik za javno naročilo

· PRILOGA 2 – Izjava s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
1. povabilo k oddaji ponudbe
Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne 14.04.2020, pod številko objave JN002365/2020-B01 (EU 2 - SL),  2020/S 074-175825  objavil obvestilo o javnem naročilu.
Predmet javnega naročila je »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«.
Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1 NAROČNIK
Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2.2 OZNAKA  JAVNEGA NAROČILA
Interna referenčna  št. JN1/20                   
2.3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet: »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«
2.4 IZVAJANJE RAZPISA
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. 

2.5 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.
2.6 PRIJAVA NA RAZPIS
Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.
2.7 JEZIK PONUDBE
Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.
2.8 PRIPRAVA PONUDBE
Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.8.2020. 
2.9 SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila. 

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.12), izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.10 PONUDBA S PODIZVAJALCI
Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

· navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.12) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje 

· kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

· izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev
· priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.12.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

· glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

    oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 

    poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

· glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 

    ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci to označi v OBRAZCU 1 ter predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3) oziroma izjavi, da NE zahteva neposrednega plačila. 
2.11 DOPUSTNA PONUDBA
»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku
· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
· OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)
· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

· OBRAZEC 7 - ponudba
· OBRAZEC 8 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:
· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
· Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila  
· OBRAZEC 3 - Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev (podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila)
· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte

· OBRAZEC 7 - ponudba
· OBRAZEC 8 - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe vzorec pogodbe
V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.12 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
	1.
	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami") za vse gospodarske subjekte v ponudbi
Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

	2.
	Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi

	3.
	Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje prijave ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje prijave ali prijave.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost") za vse gospodarske subjekte v ponudbi

	4.
	Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v "Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev") za vse gospodarske subjekte v ponudbi


Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!
Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja. 

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13 CENA PONUDBE
Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

2.14 POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.
2.15 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV. V primeru iste cene se upošteva ponudba, ki je bila oddana prej.
2.16 POJASNILA IN ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si. 
Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 05.05.2020   do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.17 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 15.5.2020  do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17453
2.18 ČAS ODPIRANJA PONUD
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.5.2020 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ . 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 
2.19 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
Rok veljavnosti ponudbe je 30.8.2020.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.20 OBRAZEC »PREDRAČUN« 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti. 
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.
2.21 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. 
2.22 PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 4.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico. 

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Ocenjeno število ur opredeljeno in navedeno v ponudbenmu predračunu. 
Tehnične specifikacije posamezne opreme za uporabo in izvajanje raziskav_
	1
	Tehnične specifikacije za LT Nanoprobe System

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT Nanoprobe System


	Description
	Quantity

	Probe system for multi-point measurement and manipulation of nanomaterials and nanodevices
	1

	· Operation in UHV vacuum and down to < 5K (by LHe bath cryostat shielded by LN2), with cooling time < 10h from room temperature and operation time over 30 hours.

· All necessary cryogen transfer tubes

 
	

	· Analysis chamber equiped with

· scanning electron microscope(SEM) operable to low temperatures. Resolution sub 30 nm. Spot diameter < 10 nm

· stage with four STM/AFM probe holders (every holder can carry either AFM or STM probe, probes and stage must be thermally coupled, but they must be electrically isolated and regulated seperately (coaxial or triaxial feedthrough), additional heater and sensor for varying the sample temperature locally. Stage must have the posibility to accomodate 10 x 10mm sample and move the sample min. 4x4mm in XY direction)

· repository for at least 25 samples/tips, with easy tip and sample exchange (during operation, tip exchange without removing the sample)
	

	· Insertion system connected to analysis chamber, enabling rapid tip and sample introduction and removal without breaking the vacuum in the analysis chamber.
	
 

	· Sample treatment system connected to analysis chamber by magneticaly coupled transport system for sample transfer without breaking the vacuum, with gas inlet, radiation sample heater (up to 900°C on the sample) with additional ports for optional sample coating.
	

	· SEM beamspot <10nm, resolution below 30 nm, acceleration voltage 3-30 keV, <10pA to >100nA probe current
	

	· 3 atomic resolution STM probes, with at least 5x5x3mm(XYZ) coarse positioning and 1x1x0.3µm(XYZ) fine positioning,  noise<10pm, independent simultaneous operation of every probe. Z-noise <10pm;  resolution: atomic resolution with each tip
	

	· 1 q-Plus tunning fork AFM probe with atomic resolution. Z-noise <10pm ; Atomic Resolution on NaCl at T<5K
	

	· Vacuum system
	

	· Vibration isolation system
	

	· Electronics for operation of the whole system, for control and measurement for SEM and each of the STM/AFM probes (tunneling current from <1.5 pA to >250nA (with current switch unit) , with capacitive and offset compensation). Switch and feedthrough (coaxial or triaxial) for connection of each STM/AFM to external electronics.
	

	· Operation, measurement and processing software for independent operation SEM and of every STM/AFM tip
· Software upgrades for 2 years
	


	2
	Tehnične specifikacije za AFM Ramanski mikroskop

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na AFM Ramanski mikroskop


	Description


	Quantity

	TERS READY IMAGING RAMAN MICROSCOPE featuring confocal Raman spectroscopy, confocal fluorescence spectroscopy,  confocal cathodoluminescence spectroscopy and confocal laser microscopy with the following technical characteristics:

SPECTROMETER

Spectral resolution: 0.5 cm-1/pixel at 633 nm with a 2400 gr/mm grating

High throughput optics optimized to work from UV to NIR (230 nm to 1600 nm) with maximum efficiency.

Spectral range: at least 50 cm-1 to 4500 cm-1
Gratings: at least two gratings in the range 300 - 600 gr/mm and 1500 - 2400 gr/mm. Grating selection and grating change must be fully automated and software controlled

Additional UV-Visible multichannel for adapting a second multichannel detector on a spectrometer

Measurements should be possible over more than one range covered by detector (scanning and/or concatenation)


	1 

	DETECTOR

EMCCD, chip size: at least 25 mm in width and at least 1024x200 pixels. The full chip (1024 pixels) must be used to acquire the spectral data with no spectral distortion

CCD chip:  EMCCD with quantum efficiency of at least 30% from 200 nm to 300 nm and of at least 60% from 450 to 800 nm.
CCD cooling: by thermoelectric effect (Pelletier) down to -70°C at least.

Full CCD range spectra acquisition time below 2 mili second.


	1 

	SECOND MULTICHANNEL DETECTOR FOR FLUORESCENCE MEASUREMENTS

Multichannel detector working in the range from 800 to 1550 at least. Array length at least half inch. Read noise HDR mode 8150 e-, HSE mode 580 e-. Measurements should be possible over more than one range covered by detector (scanning and/or concatenation) and more than 190 spectra must be possible to obtain in 1 second.


	1 

	FILTERS

· Edge filters: the Edge filters must operate in injection/rejection mode: the same Edge filter reflects the laser into the microscope and rejects the Rayleigh light

· Edge filters low-frequency limit: the filters must allow performing measurements and recording ripple free spectra down to 50 cm-1 or lower.

	3 

	CONFOCAL OPTICAL MICROSCOPE

The instrument must include  optical microscope with free space under the objective turret, allowing  microscopic measurements on large objects
Confocality: The instrument must be equipped with an automated true confocal aperture with continuously variable size
Spatial resolution: The system must provide a lateral resolution of 1 µm or better and an axial (depth) resolution of 2 µm or better
Coupling: the system must have a directly coupled optical microscope without fibber optics

Integrated optical microscope: The microscope must be integrated in the main frame of the system to ensure highest spatial resolution, sensitivity and stability.

The microscope must be equipped with 3 plan achromatic objectives 10X, 50X and 100X.

Digital camera for simultaneous visualization of the sample under white light and the laser spot must be included.


	1

	VISUALIZATION OPTIONS

One analyser and two polarizers must be included in order to visualize samples in polarized white light by reflection and transmission on a microscope.


	1 

	MACRO SAMPLER

The system should be equipped with a macro-sampler accessory with a horizontal beam, equipped with a lens of 40 to 50-mm focal length

Large sample: The macro-sampler should allow to measure large samples. In particular, it must allow measuring Raman spectra of a sample at the bottom of a 30-cm glass or polymer tube positioned vertically, while the location of a sample of interest is 18 mm from the outer wall of the tube.


	1 

	ATOMIC FORCE MICROSCOPE (AFM/SNOM)

Atomic force microscope assembly with base unit, equipped with anti-vibration base. Tip and sample scan head assembly required, approach system. High vacuum compatible instrument should be equipped with flat piezo stage with scan range at least: lateral 90 µm, axial 90 µm. Inertial translation for sample rough movement at least 6 mm. 

At least five sample holders required.

Atomic resolution required.

Hardware and software functional coupling of Raman spectrometer and AFM in Raman mode and fluorescence mode

Twenty cantilevered fiber near-field/AFM imaging probes for installation

Additional 10 probes, selection to be discussed upon at installation time


	1 

	ATOMIC FORCE MICROSCOPE hardware and modes

Image size continuously variable from 2x2 to 1024x1024.

Inbuilt lock-in amplifier

Support for contact and non-contact AFM, phase, error and NSOM

AFM measuring Modes: confocal Raman, confocal fluorescence, confocal laser spectroscopy, TERS and SERS ready system, 

At least 8 channels to be read and imaged simultaneously.

AFM measurements (modes above) should be possible from 10 K to 300 K in vacuum 10^-7 Torr or better, in gas (air) and liquid. Facility for introducing liquid, e.g. micropipettes must be included.


	1 

	MAPPING  

UV-Visible-NIR area scanning mode offering two modes of operation: scanning mode recording from a large area and stepping (confocal) mode with a  discrete motions of 50 nm and autofocus capability during scanning. Maximum size of the analysed data at least 30x30 µm when using 50X objective.
Fast mapping: spectral acquisition at 10 mili seconds per spectrum.
XY motorized stage, X at least 25 mm and Y at least 50 mm and the stepsize 0.1 µm. Including positioning joystick and an external controller. Capable of automated positioning of samples and acquisition of Raman maps.
Micrometric motorized Z device. The minimum stepsize 0.1 µm, the movement should be controlled by software or joystick.

	1 

	LASERS

Laser lines: The system should be equipped with at least one laser line in the frequency range: 244 - 500 nm, 421 - 650 nm (with high beam quality and circular beam profiles). and the 300 mW, 785 nm NIR laser. The system must include all the necessary optics, and mechanical adaptations for coupling the lasers. 

Density filters: The system must allow to control laser beam power using software-controlled density filters

Laser selection: The system must be fully automated, including laser switching. The system should not require periodic realignment of the lasers.


	3

	COMPUTER AND SOFTWARE

PC: The system must include a dedicated PC and software for instrument control, data acquisition and handling.

Scripts:  the software of the Raman system should allow the operator to program customized data acquisition or treatment routines using to control the different system functions, so one can define its own measurements routines according to the application.

Software should allow user programmable configurations, macros and integration of additional devices (laser, detectors) with no extra charge

Software should allow for images and line profiles to be displayed in a real time, should include intuitive scan parameter setup.

Software: Software for acquisition and handling of data should work in Windows 7 environment. In case some other OS is supported, the connectivity with Windows OS should be provided, including the ability of data conversion into standard ASCII/binary type of files

Upgrade: The policy of software upgrade should be defined


	1 


	3
	Tehnične specifikacije za Atomic Layer Deposition (ALD) system

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Atomic Layer Deposition (ALD) system


	Description


	Quantity

	Atomic layer deposition system for R/D, including all necesary vacuum systems, electronics, software and other perifery systems and accessories for final operation and maintenance, flexible for R/D and upgradable, meeting following requirements:
	1

	Reaction chamber for single wafer, at least 4'' diameter, for processes up to 500°C, with all walls heated for temperature uniformity. It must be positioned in a vacuum chamber in a way that it can be easily removed and cleaned, and that precursors do not contaminate vacuum system. Vacuum chamber must have cooling shield so that the outer parts of the vacuum chamber do not get hot during the operation.
	

	Precursor lines and containers: two liquid sources(for H2O, TMA, TiCl4...), one hot solid source for up to 300°C and one precursor gas line.
	

	Precursor containers and lines must be cooled/heated to obtain constant temperature gradient from precursor container to reaction chamber, to avoid condensation. Must include monitoring system for flow control (pressure transducers for source pulse monitoring...)
	

	Valve and pumping system must prevent backflow of gasses and cross contamination of precursors at every point of the process. 
	

	Precursor bottles/containers must be easy to exchange.
	

	ALD system must be upgradable to add up additional lines for total of at least 10 precursors (for solids, liquids and gases).
	

	Safety interlock in case of faulty vacuum, overheating etc.
	

	Film uniformity of 2% (for HfO2 from TEMAHf and H2O) on single vafer, at cycle time under 3s should be reached.
	


	4
	Tehnične specifikacije za Elipsometer

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Elipsometer


	Description
	Quantity

	Spectroscopic Imaging ellipsometer, spectral range at least 360 nm to 1600 nm, image resolution at least 2 µm
	1

	Sample stage with height adjustment for work with LB trough
	1

	Adaptation for KSV Nima KN3002 trough
	1

	Protecting laser cabinet
	1

	Support frame
	1


	5
	Tehnične specifikacije za Focus Ion Beam (FIB) electronic microscope

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Focus Ion Beam (FIB) electronic microscope


	Description


	Quantity

	1.1 SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM):

1. Stage 

5-axis motorized eucentric stage with minimum movement as given below:

in X: 100 mm, in Y: 100 mm, in Z: 10 mm, Tilt: -5 to 60Rotation: 360continuous

2. Electron Source Schottky Field Emitter, min. lifetime 1000 h

3. Magnification Range 100 x to 8,00,000 x or better

4. Accelerating Voltage 500 V to 30 kV

5. Probe Current 10 pA to 20 nA or better

6. SEM Resolution 1.2 nm @ 15 kV

7. SEM and STEM mode

8. If specimen Exchange Chamber is used for smaller samples, there should be a possibility of loading larger samples

9. Detectors: 

                      In-lens Secondary Electron Detector

                      ET Secondary Electron Detector

                      Back Scattered Electron Detector

                      Secondary ion detector

                      STEM detector for BF and DF mode

                      EDS (specifications in  Sec. 1.4.)

10. User friendly GUI Interface

11. System Control Keyboards, mouse, control panel and any additional items

that are necessary for system control

12. Automatic focus, brightness and contrast set up with manual override

13. Automatic astigmatism error correction

14. Measurement tool software 

15. Suitable computers, monitors and printer for image hard copy  

16. Minimum two additional ports on the chamber for future upgrade

17. Electrical feed-through, vacuum tight for in-situ electrical measurements

18. Beam blanking 

19. E-beam lithography

20. Automatic drift compensation

21. Specimen holders (single and carousel) and stubs with various diameters

22. Specimen holders for STEM observation.

23. Vacuum Sample transfer System (room temperature)


	1

	1.2. FOCUSSED ION BEAM (FIB):

1. Source Gallium Metal Ion Source, lifetime min. 1000 h

2. Accelerating Voltage 5 kV to 30 kV or better

3. Possibility of low-E (1 keV or less)  “polishing” of TEM samples (Ga or Ar ions)

4. Probe current 2 pA to 50 nA or better

5. Resolution 5 nm at 30 kV

6. Gas Injection System with minimum 4 different gases for:

Platinum deposition, Oxide deposition, Carbon deposition, Oxide etch (XeF2)

with set of gas cylinders 

7. Charge neutralizer (compensator) system

8. Integrated plasma cleaner

9.  All accessories required to perform operation (testing of specifications)

10. Beam blanking 

11. Pattering system with multiple pattern shapes (circles, rectangles, cross sections, lines, polygons, etc.) and possibility of accurate pattering of large and complex nanostructures. Please specify the minimum feature size in milling and in deposition operation.

12. Software for 3D volume reconstruction (images and elemental mapping)


	1

	1.3. TEM SAMPLE PREPARATION

automatic sample preparation package for multiple samples preparation

micromanipulator for in-situ lamella extraction

TEM grids stub holder

Lamella preparation should be able to machine to thickness less than 100 nm and with damage thickness less than 3 nm on each side


	

	1.4. ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY (EDS):

  Active Area  50 mm2
  Resolution 125 eV for Mn Kat 10 kcps or more

  High count rates > 500,000 cps

  Motorised slide

  Detection Capability for Boron and higher atomic number elements

  Detector Cooling LN2 free system

  Analysis Software: Automatic element identification, Quantitative analysis, Elemental  mapping (with 3D volume reconstruction)

  Latest software release version should be given at the time of installation


	1

	1.5 WATER CHILLER 

continuous cooling (room temperature 5 – 40 deg. C)
	1


	6
	Tehnične specifikacije za Ink-Jet Printer for ceramic precursor solutions

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Ink-Jet Printer for ceramic precursor solutions


	Description


	Quantity

	Base printer unit:

-printable area: for substrate thickness 0.5 mm – 25 mm: 210 mm x 260 mm and repeatability of 25 m 

-XYZ stage

- vacuum platen substrate holder for temperature range from RT to 60 oC, T variability +- 2oC 

- motor for driving and rotation ( 0 – 90o) of the cartridges 

- Driving voltage: 220 VAC
	1

	Fiducial camera for substrate alignment and positioning and for observation and capture of drops and printed patterns (150 x magnification)
	1

	PC-user interface with monitor
	1

	Software: printing control, substrate positioning, cleaning cycle, pattern generator and bitmap file import 
	1


	7
	Tehnične specifikacije za Konfokalni mikroskop

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Konfokalni mikroskop


	Description


	Quantity

	Ohišje mikroskopa za invertni raziskovalni mikroskop za (1) opazovanje v presevni svetlobi (svetlo polje, fazni kontrast, diferencialni interferenčni kontrast (DIC), za (2) opazovanje v odbiti svetlobi (epifluorescenca z različnimi filterskimi seti), za (3) konfokalno lasersko mikroskopijo. Stativ mikroskopa mora omogočati izvedbo zgoraj navedenih tehnik in montažo vseh potrebnih dodatnih delov. Kontrola in upravljanje vseh motoriziranih funkcij mikroskopa z gumbi na ohišju (stativu) mikroskopa ali preko programske opreme s pomočjo računalnika. Motorizirano preklapljanje med različnimi načini opazovanja (epifluorescenca, DIC, svetlo polje, konfokalna mikroskopija).



	Napajalnik za motorizirano delovanje mikroskopa, ki mora biti ločen od ohišja mikroskopa.



	Binokularni nagibni (ergonomski) tubus.



	Okularja s povečavo 10x, vidnim poljem vsaj 25 ter možnostjo mikroskopiranja z očali.



	Vir svetlobe za opazovanje v presevni svetlobi (halogenska žarnica z vsaj 100 W) in napajalnik za opazovanje v presevni svetlobi.



	Stebriček za iluminator in motoriziran kondenzor.



	Motoriziran kondenzor z delovno razdaljo do 28 mm in N.A. 0,55 za objektive s povečavami do 100x in 7 mesti za namestitev optičnih elementov (npr. DIC prizm).



	Zunanji vir svetlobe za opazovanje v odbiti svetlobi (epifluorescenca) z metal halidno žarnico (s časom delovanja vsaj 2000 ur, brez dodatnega centriranja, z več kot 100 W), z napajalnikom in atenuatorjem intenzitete vira svetlobe za vzbujanje fluorescence, povezovalnim optičnim kablom, filtrom za zaščito pred segrevanjem, hitrim zapiralom (shutterjem) s časom zapiranja ne več kot 6 ms, katerega kontrola je popolnoma integrirana v kontrolo ostalih delov mikroskopa, z možnostjo direktnega upravljanja na ohišju napajalnika ali preko programske opreme na računalniku.


	Motorizirana skenirna mizica s križnim pomikom (npr. Marzhauser) za hitro in natančno upravljanje v smereh X, Y s pravokotnim insertom dimenzij 160 mm x 110 mm. Območje pozicioniranja mizice: vsaj do 123 mm x 83 mm. Najmanjši korak pomika 50 nm ali manj. Natančnost: +/- 3 mikrometri. Ponovljivost: manj kot 1 mikrometer. 



	Prvi univerzalni insert za petrijevke in objektna stekelca ter ostale posode za gojenje celic primerljivih dimenzij, ki se pritrdi direktno na motorizirano skenirno mizico. Pritrdilo mora omogočati tudi opazovanje v petrijevkah s steklenim dnom s premerom 35 mm.



	Motoriziran element za dodatno motorizirano pomikanje v Z smeri (v območju največ 1,5 mm, s korakom največ 3 nm), ki se montira na motorizirano skenirno mizico in omogoča zahtevano precizno in hitro premikanje v smeri Z in XZ (tudi za potrebe FCS).



	Drugi univerzalni insert za petrijevke in objektna stekelca ter ostale posode za gojenje celic primerljivih dimenzij, ki se pritrdi na element za dodatno motorizirano pomikanje v Z smeri s korakom največ 3 nm (glej predhodno postavko). Pritrdilo mora omogočati opazovanje v petrijevkah s steklenim dnom s premerom 35 mm.



	Motoriziran ergonomsko-oblikovan kontrolni element manjših dimenzij za fokusiranje in premikanje v smereh x/y/z, ki se nahaja izven mikroskopa oz. izven področja protivibracijske mikroskopske mize.



	Prizme za opazovanje v presevni svetlobi s tehniko DIC (diferencialni interferenčni kontrast) brez ročnega (manualnega) vstavljanja (izbiranja) katere koli prizme, ali polarizatorja ali analizatorja, potrebnih za izvajanje tehnike DIC, v optično pot mikroskopa. Tri (3) DIC prizme v kondenzorju, tri (3) objektne DIC prizme. Prizme morajo biti usklajene z zahtevanimi objektivi. Fine nastavitve DIC prizm preko programske opreme na računalniku ali direktno na mikroskopu.



	Polarizator v kondenzorju za tehniko DIC (z možnostjo motorizirane uporabe brez manualnega vstavljanja v optično pot mikroskopa).



	Analizator za tehniko DIC (z možnostjo motorizirane uporabe brez manualnega vstavljanja v optično pot mikroskopa).



	Motoriziran objektivni revolver s 6 pozicijami za objektive (M25) s povečavo od 1,25x do 100x. 



	Element za Z-fokus v povezavi z objektivnim revolverjem, motoriziran, z možnostjo koraka 15 nm.



	Zaslon za prikaz funkcij delovanja invertnega mikroskopa, ki se nahaja na ohišju mikroskopa ali je ločen od ohišja mikroskopa.



	Objektivi

Trije visoko kvalitetni plan–apokromatski objektivi z najvišjimi numeričnimi aperturami (N.A.), namenjeni predvsem za uporabo v konfokalni mikroskopiji – z ekscitacijo v UV in v vidnem delu spektra. 

Objektivi morajo biti ustrezno korigirani za opazovanje v UV delu spektra z ustreznimi – v optično pot mikroskopa – vgrajenimi korekcijskimi elementi. 

Objektivi morajo izkazovati transmisijo svetlobe kot je prikazano na grafih za vsak objektiv posebej (odstotek transmisije v odvisnosti od valovne dolžine v nm) ali imeti boljše performanse. Diferencialni interferenčni kontrast mora biti izvedljiv z vsemi objektivi.



	Objektiv s povečavo 10x (zračni, z N.A. vsaj 0.4, plan-apokromatski).
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	Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 10x.



	Objektiv s povečavo 60x/63x (vodna imerzija z N.A. najmanj 1.2, plan-apokromatski, z možnostjo korekcije na različne debeline krovnega stekla). 
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	Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 60x/63x (vodna imerzija).



	Objektiv s povečavo 60x/63x (oljna imerzija, z možnostjo nastavitve N.A. med vključno 0,6 do vključno 1.4, plan-apokromatski).
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	Optični element za korekcijo v UV področju za objektiv s povečavo 60x/63x (oljna imerzija).



	Filterski set za opazovanje fluorescenčno označenih preparatov: ekscitacija BP 340-380, dikroično zrcalo 400 nm, emisija LP 425.



	Mikroskopska miza za pasivno blaženje vibracij (z vsaj štirimi pasivnimi izolatorji), za postavitev invertnega raziskovalnega mikroskopa. 



	Miza za postavitev monitorja ter kontrolnih enot, potrebnih za upravljanje z mikroskopom in z ostalo navedeno opremo. 



	Kontrolni namizni panel z LCD zasloni za možno nastavitev vsaj šestih (6) kontrolnih parametrov, ki se uporabljajo pri konfokalnem snemanju.



	Konfokalni del, laserji, skenirna glava, detektorji 

	Široko spektralni laserski vir bele svetlobe – popolnoma nastavljiv superkontinuirni laser, z dodanim 8-kanalnim akusto-optičnim nastavljivim filtrom (AOTF), ki omogoča do 8 arbitrarnih laserskih linij hkrati, ter, ki omogoča vzbujanje (ekscitacijo) vsaj med 470 nm in 670 nm v vidnem delu spektra (laserske linije po korakih 1 nm). 0.5 mW – 1.5 mW na vsako lasersko linijo (odvisno od izbrane valovne dolžine). 80 MHz pri standardni uporabi. Zahtevana hitrost (»tunning speed«) v povezavi z akusto-optičnimi elementi: cca. 10 mikrosekund (pri sekvenčnem skeniranju).



	Laser za vzbujanje v bližnji UV svetlobi pri 405 nm, diodni, 50 mW, z napajalnikom. 

Omogočena mora biti odlična kolokalizacija v smereh XYZ z ostalimi laserskimi linijami v vidnem delu spektra po celotnem FOV (korekcijska optika za kolokalizacijo z vidnimi laserji).



	Izhod (laser port) s pripadajočo elektroniko za laser UV (405 nm).



	Akusto-optični nastavljivi filter (AOTF) za laser UV (405 nm).



	Skenirni sistem, ki ga sestavljata:

Konvencionalni skener do 2800 linij/s, do 5 fps s 512x512 piksli, do 25 fps s 512x16 piksli, parkiranje žarka, konfokalno skeniranje fiksiranih vzorcev v največjem formatu 8192 x 8192 pikslov, premer področje skeniranja pri objektivu 10x je 2.12 mm, rotacija, obračanje, FOV do 22.

Resonančni skener do 16000 linij/s, do 29 fps s 512x512 piksli, do 290 fps s 512x16 piksli, konfokalno skeniranje vzorcev v največjem formatu 1024 x 1024 pikslov, premer področje skeniranja pri objektivu 10x je 1.25 mm, FOV 15.



	Akusto-optični delilec žarka

Modul (akusto-optični delilec žarka med vzbujevalno svetlobo in fluorescenco), ki mora imeti konstantno transmitanco (95%) na celotnem področju vidnega spektra svetlobe, razen zelo ozkih strmih pasov za dejansko uporabljene ekscitacijske laserske linije – tam mora biti transmitanca nič (0) odstotkov. Visoka fleksibilnost, usklajeno delovanje AOTF in akusto-optični delilec žarka (do 8 linij simultano). V povezavi z široko spektralnim laserskim virom bele svetlobe mora sistem z akusto-optičnim delilcem žarka pri sekvenčnem skeniranju zagotavljati hitrost (»tunning speed«) 10 mikrosekund. 



	Spektralni detekcijski sistem

Sistem spektralne detekcije, ki vključuje prizmo (prepustnost več kot 95%) z namenom doseganja maksimalne občutljivosti pri zajemanju signala. 3-kanalni detekcijski sistem. Sistem mora omogočiti zelo hitro zaporedno (sekvenčno) ali hkratno (simultano) skeniranje z vsaj tremi ločenimi spektralnimi konfokalnimi detektorji. Arbitrarne nastavitve valovnih dolžin pri označevanju začetka in konca vsakega posameznega intervala zajemanja. Tudi detekcija tudi zelo šibkih signalov.

	Dva (2) interna konfokalna detektorja za zajemanje spektralno ločene svetlobe (fluorescence), ki uporabljata novejšo hibridno tehnologijo s funkcionalnim kombiniranjem elementov fotokatode z GaAsP zlitino ter APD (avalance photodiode). Kvantna učinkovitost nad 40% v območju med 500 nm in 600 nm. Štetje fotonov. Veliko dinamično območje.


	Adaptor za pritrditev hibridnih spektralnih detektorjev na skenirno glavo.

	Ena (1) interna PMT (fotopomnoževalka) , vodno hlajena, za odbito svetlobo (zajemanje fluorescence), z nizkom šumom (dark current).



	Ena (1) PMT - fotopomnoževalka za presevno svetlobo (tudi za DIC).



	Konfokalna zaslonka (»pinhole«), zvezno nastavljiva, z avtomatskimi (pred)nastavitvami 1 AU glede na uporabljen objektiv. »No pixel shift« v smereh xy za potrebe kvantitativnega zajemanja signala v eksperimentih z več fluorofori.



	Nadgradnja

Sistem mora omogočati nadgradnjo na tehniki FCS in FLIM, nadgradnjo z dodatnimi internimi in zunanjimi konfokalnimi detektorji na mestu inštalacije mikroskopa v Ljubljani (»on site«).

Sistem mora omogočati nadgradnjo z drugimi laserji (v vidnem področju, UV, IR) na mestu inštalacije mikroskopa v Ljubljani (»on site«).



	Programska oprema



	Programska oprema, ki omogoča kontrolo delovanja konfokalnega dela mikroskopa. 



	Programska oprema, ki omogoča kontrolo in upravljanje z vsemi ostalimi motoriziranimi elementi mikroskopa ali elementi, povezanimi z delovanjem mikroskopa, vključno z vsemi zunanjimi viri osvetlitve/ekscitacije.



	Programska oprema (modul) za zajemanje žive slike z možnostjo automatizacije snemanja. Programska oprema omogoča korekcijo fluorescence ozadja. LUT tabela. Predhodne nastavitve za različne ekperimentalne pogoje. Izvajanje in spremljanje daljših time-lapse eksperimentov (XYZt). Pri snemanju time-lapse eksperimentov možnost automatiziranega preklapljanja med zajemanjem slik z DIC tehniko in konfokalnim zajemanjem fluorescenčnega signala. Nastavitev različnih ROI (območja zajemanja slik) pri različnih pogojih snemanja (za vsak ROI posebej). Zajem slike po predhodno nastavljenih parametrih ali shranjenih parametrih oz. že posnetem materialu. Zajemanje valovnih dolžin (lambda stack), zajemanje po z osi (z-stack). 


	Programska oprema (modul) za 3D vizualizacijo, 3D rekonstrukcijo, 3D animacijo.



	Programska oprema (modul) za kolokalizacijo, analizo 2-kanalnih slik.



	Programska oprema (modul) za dekonvolucijo.



	Programski oprema (modul) za FRET in FRAP, kvantifikacijo podatkov meritev online in offline.
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	Tehnične specifikacije za Sistem za optično nanolitografijo

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za optično nanolitografijo


	Description


	Quantity

	ProtoLaser LDI s specifikacijo:
	1

	maksimalna velikost obdelovanca 100x100mm
	

	laserski vir 375nm
	

	resolucija strukturiranja na tankih rezistih 1 µm
	

	hitrost zapisa 100.000 točk/s
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	Tehnične specifikacije za LT-STM mikroskop

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT-STM mikroskop




	Description
	Quantity

	LHe bath cryostat with LT-STM microscope
	1

	Liquid helium and liquid nitrogen cryostat (LHe hold time >80 h)
	

	Helium transfer lines, liquid helium level meter, temperature controller
	

	Sample temperature < 2K (variable 2...400K)
	

	For samples up to 10 x 10 mm
	

	Upgrade option: magnetic field >3 T
	

	Optical access: >6 optical access ports 
	

	In-situ evaporation possibility
	

	Maximum drift rate: 0.2 nm / hour
	

	Tunneling current noise: < 10 fA/sqrt(Hz)
	

	
	

	Control system/electronics
	1

	HV amplifiers
	

	Current preamplifier
	

	System rack
	

	
	

	UHV system with separate STM / preparation / load lock chamber
	1

	Base pressure <10-10 mbar
	

	Passive air dampers
	

	Aditional free ports (>10)
	

	Full pumping system: scroll roughing, turbo, ion, titanium sublimation pumps
	

	Vacuum meters
	

	Sample and tip transfer system
	

	Sample precooling and storage close to LN2 temperatures
	

	
	

	Bakeout system (heaters, tent, controller...)
	1

	
	

	Sample electron beam heating >900 C
	1

	
	

	Ion source for sample cleaning (ion energy 0.5-5 keV, ion current >10 uA)
	1

	Digital controller
	

	Gas inlet system
	

	
	

	Visual inspection system (lateral resolution <40 um) – CCD + cold light
	1
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	Tehnične specifikacije za Magnetometer

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Magnetometer


	Description


	Quantity

	Magnetometer has to enable room-temperature measurements of magnetic hysteresis of materials in form of powders, liquids or in bulk:

- Measurements in static magnetic field exceeding 10 KOe with 10 mm sample access

- Measurements of magnetic moments from 1x10-5 emu to 100 emu (dynamic range)

- Noise floor 1x10-5 emu

- Moment accuracy better than ±2% 

- Real-time direct field control

- Field accuracy 2 % of reading

- Computer control and corresponding software

- Calibration standard(s)

- CE certification


	1
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	Tehnične specifikacije za Molecular Beam Epitaxy (MBE) system

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Molecular Beam Epitaxy (MBE) system


	Description


	Quantity

	Molecular Beam Epitaxy (MBE) system
	1

	· Suitable or upgradable for deposition of metals, semiconductor growth, oxide or chalcogenide layer growth, organic molecules growth.
	

	· Deposition chamber made from stainless steel and vacuum-annealed.
	

	· Chamber designed for up to seven effusion cells and/or evaporators, and for a mass analyser, beam flux monitor, RHEED system and in-situ growth characterisation. 
	
 

	· Sample manipulator with 360° rotation, +/- 8 mm x-/y-motion, 100 mm z-motion.
	

	· Sample heating possibility up to 900 °C and upgradable for liquid nitrogen cooling.
	

	· Pumping system designed to achieve UHV in the chamber without contamination of the chamber and samples.
	

	· Fully bakeable UHV system.
	

	· An instrumenation rack with control electronics.
	

	· Main shutter for the sample manipulator. 
	

	· PID temperature controllers for effusion cells and manipulators.
	

	· Software for growth control, which controls:

· substrate manipulator (temperature, rotation, shutter)

· effusion cells and evaporators (temperature, shutter)

· possible upgrades, such as mass analyzer and beam monitor

· Software upgrades for 3 years.
	

	· RHEED system with power supply, beam blanking and remote control.
	

	· Beam flux monitor.
	

	· Film thickness monitor.
	

	· Two evaporators for deposition areas of up to 20 mm allowing for controlled and clean sub-monolayer and multi-layer film growth, with flux monitor, shutter and water cooling.

· One of the evaporators upgraded to enable changing or removing crucibles or rods without breaking the vacuum.

· Crucibles and related accessories for evaporating Mo, W, Ta, Nb
	

	· Two effusion cells for deposition areas of up to 20 mm along with all the necessary equipment.

· One effusion cell for S and one for Se.
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	Tehnične specifikacije za Sistem za merjenje električnih lastnosti (mrežni analizator)

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za merjenje električnih lastnosti (mrežni analizator)


	Description
	Quantity

	Microwave vector network analyzer, 10 MHz to 67 GHz 
	1 

	Rack mount kit for installation without handles 
	1 

	Add time domain capability 
	1 

	Extended power range with bias tee 
	1 

	PNA operator training for 4 students at the customer's site 
	1 

	1.85 mm flexible test port cable 
	2 

	1.85 mm Ecal module 10 MHz to 67 GHz 
	1 

	Both 1.85 mm connectors are male on module 
	1 

	Wooden storage box 
	1 

	Replacement kit – Airline Type N 50 OHM 
	1 

	Dielectric Probe Kit 
	1 

	Probe stand 
	1 

	Performance probe 
	1 

	USB Key 
	1 

	Material measurement software 
	1 

	Resonant Cavity License 
	1 

	USB Key 
	1 

	42 HE Rack cabinet with fan and PDU 
	1 

	2.4mm (m) to type-N(m) adapter 
	1 

	2.4mm (m) to type-N(f) adapter 
	1 

	2.4 mm (m) to APC-3.5 (f) adapter 
	2 

	2.4 mm (m) to APC-3.5 (m) adapter 
	2 

	2.4 mm (f) to 2.4 mm (f) adapter 
	1 
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	Tehnične specifikacije za Naprava za meritev velikosti nanodelcev

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za meritev velikosti nanodelcev

	
	Oprema za spremljanje velikosti nanodelcev med njihovim procesiranjem, tudi v koncentriranih, netransparentnih suspenzijah s kontinuirnim vzorčevanjem iz reakcijske posode (on-line meritev). Pri izbiri ustreznega merilnika sta ključni dve zahtevi:

1. Merilnik mora omogočati meritve tudi v koncentriranih in netransparentnih suspenzijah.

2. Merilni sistem mora imeti možnost in situ (on line) meritve  s kontinuirnim  avtomatskim vzorčevanjem iz reakcijske posode. 




	Description


	Quantity

	Merilec mora omogočati spremljanje velikosti nanodelcev med njihovim procesiranjem, tudi  v koncentriranih, netransparentnih suspenzijah s kontinuirnim vzorčevanjem iz reakcijske posode (on-line meritev). 


	1

	Tip merilca: dinamična razpršitev laserskega žarka

Mersko območje: med 2 in 1000 nm

Volumen vzorca pod 100 (L

Koncentracija nanodelcev v suspenziji vzorca: med 0.001 % in 20 %

Moč laserja nad 50 mW

Spremenljiva intenziteta laserja

Detekcija z APD (avalanche photodiode) detektorjem 

Računalnik z ustrezno programsko opremo
	

	Merilec mora omogočati meritve velikosti nanodelcev tudi v netransparentnih suspenzijah, specifično v magnetnih tekočinah s koncentracijo dispergiranih superparamanetnih nanodelcev višjo od 10 ut%. 


	

	Merilec mora biti opremljen z ustrezno črpalko za avtomatsko vzorčevanje.
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	Tehnične specifikacije za PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo / Purchase of PLD (pulsed laser deposition) chamber with corresponding equipment

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo / Purchase of PLD (pulsed laser deposition) chamber with corresponding equipment


	Description


	Quantity

	PLD (pulsed laser deposition) system 

- UHV (ultra-high vacuum) chamber, 

- pumping system: sufficient turbo drag pump (min. 650 l/s, with air cooling), dry pre-pump, sufficient ion getter pump (min. 125 l/s) and titanium sublimation pump – the base pressure of the system should be better than 10-9 mbar, after deposition UHV should be obtained quickly – after about 30 minutes,

- pressure measurement: combined pirani-Bayard-Alpert pressure transducer, 

- heater holder system: XYZ movements (X and Y: min. (25 mm, Z: min. 150 mm), tilt and azimuth rotations, all movements and rotations are controlled with stepper motors, azimuth and tilt have 360° rotation possibility and resolution better than 0.01°, three resistive heaters with temperature control system (for substrates up to 1 inch and temperatures from room temperature up to about 900°C), 

- shutter, attached to the heater holder, 

- target system: for at least 4 targets with dimensions up to 1 sq. inch, target scanning (not rotation), selection of a target is controlled via stepper motor and can be done in-situ, target holder can move in horizontal and vertical direction without changing the plume position with respect to the substrate, 20 target holders, 

- stepper motor driven valve for a pressure control in a deposition chamber, 

- lead glass shields on all viewports, 

- rack for electronics, PC cards, one complete personal computer for system control,

- vibrations from the system should be minimized during RHEED (Reflection high-energy electron diffraction) imaging, 

- in addition to all flanges required for RF atom source, magnetron sputter source, optical spectroscopy, laser energy measurements, etc., 3 extra flanges will be added to the design (they will be defined later)
	1 

	Software for control of entire system

- system should be fully automated (load/unload target carousel and heater, preablation, deposition and annealing, etc.), 

- in addition, the software should also enable separate control of all operations (control over all valves, gas selection and flow, pressure, temperature setpoint and heating rate, target and heater position, target selection and motion, shutter, laser, etc.),

- software should also enable creation of jobs (for example, after deposition is finished annealing starts automatically), 

- integration of a counter for pulses/layers and a timer into the software is a plus 
	1

	Complete high-pressure RHEED for pressures up to 0.5 Torr

- min. 35 kV RHEED gun, 

- control electronics, 

- extension tube, 

- with tilt stage and XY slider (min. (12.5 mm), 

- additional valve to protect gun during venting of chamber, 

- one turbo drag pump for gun (with air cooling) and a pump line for extension tube, 

- pirani pressure gauge, 

- phosphor screen, 

- camera system for RHEED imaging, 

- one complete personal computer with a data acquisition software

- design of PLD chamber and RHEED gun should be optimized for 5 cm target-to-substrate distance, parallel position of a substrate holder and target, 45° laser beam angle of incidence and simultaneous RHEED imaging
	1 

	Loadlock chamber for heaters and target carousel 

- sufficient turbo drag pump (min. 70 l/s, with air cooling), backed with a dry diaphragm pump, 

- quick access door, 

- pressure gauge, 

- a valve, which isolates the loadlock from the main chamber 
	1 

	3 gas lines connected to the chamber (O2, Ar, gas of choice, which will be defined later)

- with mass flow controllers, filters and valves, 

- possibility for flushing/venting a system with oxygen and another gas of choice, 

- if desired, additional gas lines can be added to the system later on
	1 

	Cables and pressure gauges on both chambers should be bakeable 

- with read-out electronics for bakeable gauges
	1

	Bake-out tapes 

- 2 sets with sufficient lengths for both chambers, 

- each with a separate controller, connected to a thermocouple (the setpoint temperature can be set from controllers)
	1 

	Laser heating 

- in addition to standard resistive heater a laser heater should be added to the system, 

- the substrate should reach temperatures in excess of 1000°C, 

- laser heater should be at least 120W diode laser, 

- fiber should be close to the sample, 

- with required optical components, 

- pyrometer for temperature measurements, 

- two sample holders designed for laser heating
	1 

	Viewport for laser energy measurements 

- with DN63CF flange, 

- it should be mounted opposite the laser entry viewport (the laser beam should exit the chamber through this viewport and allows the intensity to be measured), 

- the viewport should be made of UV grade quartz, identical to the laser entry viewport, 

- an electropneumatically controlled gate valve should be placed in front of the viewport for protection during the deposition
	1 

	RF atom source for atomic oxygen 

- the source should be mounted to the deposition chamber, 

- if possible with air cooling, 

- min. diameter of the beam = 20 mm, 

- power should be varied at least between 40 and 300W, 

- gas flow should reach at least 20 sccm, 

- the gas supply should be connected to the gas handling of the PLD system, with an additional mass flow controller
	1 

	Single magnetron sputter source:

- for 1-inch sputter targets, 

- compatible with RF and DC sources, 

- with shutter option on the source side, 

- from UHV compatible materials, 

- min. 750W DC power supply with 3 output channels, 

- with required cables
	1 

	Viewports for optical spectroscopy 

- 2 x MgF2 windows on DN40CF viewports, 

- MgF2 windows should have a transmission of more than 90% in the range between 200 nm and 7 microns
	1 

	Acceptor stage 

- for sample transfer from the deposition to the distribution chamber an acceptor stage should be mounted on the chamber, 

- for one Omicron-type sample plate, 

- equipped with a rotary drive to rotate the acceptor in the direction of the wobble stick or the transfer port, 

- with an adjustment mechanism for height and angle of the acceptor slot with respect to the transfer arm
	1 

	Wobble stick 

- it will be used to pick up the sample plate from the heater and transfer it to the acceptor stage and vice versa, 

- equipped with a jaw assembly to grab the sample plate,

- it should reach the heater and the acceptor stage without problems
	1 

	Optical system:

- an optical rail should be attached to the PLD chamber for placing a focusing lens, which is used to focus the laser beam onto the target, the lens should comply with the wavelength of the laser (248 nm) and should have a standard focal length of around 50 cm, the lens should sit on an optical rail with min. 50 cm motion possibility along the laser beam line, it should also move perpendicular to this line over min. 10 mm,

- 3 parallel optical rails for other optical components, they will be placed between the laser and the deposition chamber, rails should be mounted onto supports to reach the adequate height (final length of rails will be determined afterwards),

- a pinhole mount and 3 different pinholes, they are used to block part of the beam with inhomogeneous energy distribution (pinhole sizes will be determined afterwards),

- 2 mirror mounts and 2 mirrors for 248 nm, they will be used to direct beam into the chamber,

- rail carriers and basic optical mounts for energy meter and attenuator,

- the entire beam line should be covered by an enclosure to prevent stray laser light being present outside the beam line, the enclosure should be made of a support structure and plexiglass covers, with doors for access to the optical components
	1 
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	Tehnične specifikacije za Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki temperatur ter sondažna postaja z možnostjo meritev v visokem magnetnem polju in pri nizki temperaturi

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki temperatur ter sondažna postaja z možnostjo meritev v visokem magnetnem polju in pri nizki temperaturi


	Description
	Quantity

	Two 4-probe systems capable of operating in the low temperature regime. One of the systems has a superconducting magnet to produce vertical magnetic field around the sample. Descriptions are given below.
	

	Basic probe system 
	1

	- Continuous flow cryostat system operating in the temperature range ~5 K - 450 K for use with either liquid nitrogen or helium
	

	- Triaxially guarded sample holder accommodating up to 50.8 mm (2”)  diameter samples, wired to a triaxial feedthrough
	

	- Maximum helium consumption 1.5 l / h at 5K
	

	- Sample chamber with ports for 4 probe arms
	

	- 4 independent probe arms for low frequency, low leakage and low current measurements, with travel of at least 25.4 mm (1”) in both horizontal directions and 10 mm in vertical direction each
	

	- Replaceable tips and option of special system for low tip-to-sample movement ( < 10 μm) in the whole temperature range
	

	- Temperature controller for monitoring/regulating stage and shield temperature.
	

	- Cooled radiation shield with a separate temperature sensor and temperature control
	

	- Microscope with at least 5 μm resolution, a CCD camera, sample illumination and a video monitor
	

	- Vibration isolation system and other features for reducing level of vibrations 
	

	Probe system with the vertical magnetic field option
	1

	- Continuous flow cryostat system operating in the temperature range ~5 K - 400 K for use with either liquid nitrogen or helium
	

	- Superconducting magnet with a vertically oriented magnetic field capable of at least 2.5 T with bipolar power supply
	

	- Maximum helium consumption 2.5 l / h at 5K
	

	- Triaxially guarded sample holder accommodating up to 25.4 mm (1”) diameter samples, wired to a triaxial feedthrough
	

	- Sample chamber with ports for 4 probe arms
	

	- 4 independent probe arms for low frequency, low leakage and low current measurements, with travel of at least 25.4 mm in both horizontal directions and 10 mm in vertical direction each
	

	- Replaceable tips and option of special system for low tip-to-sample movement ( < 10 μm) in the whole temperature range
	

	- Temperature controller for monitoring/regulating stage and shield temperature.
	

	- Cooled radiation shield with a separate temperature sensor and temperature control
	

	- Microscope with at least 5 μm resolution, a CCD camera, sample illumination and a video monitor
	

	- Vibration isolation system and other features for reducing level of vibrations
	

	Turbo molecular oil-free pumping system capable of producing high enough vacuum for the system to be ready for cooling in under 75 minutes and isolator between pump and the probe stations
	1
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	Tehnične specifikacije za Oprema za merjenje oprijemljivosti prevlek /Scratch tester

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Oprema za merjenje oprijemljivosti prevlek /Scratch tester 


	Description
	Quantity

	Scratch tester
· scratch head with work table

· acoustic emission sensor

· depth sensor

· motorized x, manual y translation table
· electronic control unit
	1 

	PC
· LCD display
	

	Control and analysis software
	

	Spherical indenter (HRC) with calibration certificate
	

	Sample holder
	

	Installation tools 
	

	Video microscope
	

	Software for automatic optical analysis of the scratch track
	

	Required precisions and ranges
The load should be linearly increased from min. to max. load

· min. load: 1 N or below

· max. load: 200 N or more

· load resolution: 10 mN or below

· max. scratch length: 20 mm or more
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	Tehnične specifikacije za Optični spektrograf / Spectrograph with detector

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Optični spektrograf / Spectrograph with detector

	
	Optični spektrograf s kamero za bližnje infrardeče področje od 800 nm do 1700 nm. Spektrograf s kamero bo vgrajen v obstoječi optični spektrografski sistem, ki je zgrajen okoli laserske pincete in trenutno omogoča spektralno analizo izsevane svetlobe v vidnem območju od 400 nm do 950 nm. Z vgradnjo dodatnega optičnega spektrografa in kamere za bližnje IR področje želimo povečati spektralni obseg merilnega instrumenta za istočasni zajem in analizo spektra izsevane svetlobe v področju od 400 nm do 1700 nm. 

Obstoječi sistem za spektralno analize je zgrajen okoli invertnega optičnega mikroskopa Nikon in je sestavljen iz optičnega spektrografa Shamrock 500 proizvajalca ANDOR. Za detekcijo vidnega spektra se trenutno uporablja hlajena CMOS kamera Newton proizvajalca ANDOR, ki je pritrjena na izhod spektrografa Shamrock 500. Kamera omogoča trenutni zajem 2D spektra v vidnem območju. Kamera Newton in spektrograf Shamrock 500 sta krmiljena preko računalniške komunikacije USB 2.0 s softverom Solis proizvajalca ANDOR. Omenjeni softver omogoča nastavitev parametrov spektrografa in kamere, opazovanje spektrov v realnem času, njihov zajem, shranjevanje in off-line analizo. Spektrografi in kamere drugih proizvajalcev so softversko nekompatibilni z obstoječim spektroskopskim sistemom.

S stališča uporabnika sistema je zahtevano, da se sistem za spektralno analizo razširi na bližnje IR področje in da sta dodatni spektrograf in dodatna IR kamera softversko kompatibilna z obstoječim spektrografom za vidno področje. Prav tako je zahtevano, da je mogoče mrežice za spektralno analizo izmenjevati med vidnim in IR spektrografom.




	Description


	Quantity

	CCD to manual slit adapter
	1

	Grating for SR500I
	1

	Grating for SR500I
	1

	Grating for SR500I
	1

	Shutter for entrance ports
	2

	Adjustable fibre adapter (SMA fibre)
	1

	Motorized entrance slit
	2

	Recirculator
	1

	DU491A-1.7 InGaAz Detector
	1

	Solis acquisition software
	1
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	Tehnične specifikacije za Superprevodni magnet

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Superprevodni magnet


	Description
	Quantity

	Cryogen free superconducting magnet with optical access:

Magnet:

· horizontal field split coil configuration

· field range from 0 to 7T

· possibility of sweep or persistent mode operation

· homogeneity better than 1% over a 10 mm dia. sphere

· continuous operation must be possible

· low vibration level, should be single pulse tube cooled

Optical access:

· parallel to field and perpendicular to field horizontal access with 2 opposite ports for each direction

· IR grade fused silica windows on all optical ports

· numerical aperture f-number not larger than 3.2 on any optical port

· the outside dimensions of the optical tail enclosing the magnet not larger than 300mm x 300mm in the horizontal cross-section

Variable temperature insert:

· sample in exchange gas with top loading

· temperature range from 1.6K to 300K or better

· continuous operation at 1.6K should be possible

· possibility to change a sample when the system is cold

· sample holder vertical movement and rotation of 360 degree around the vertical axis

· at least 5 twisted pair wires from the sample holder to the outside the cryostat available to user

· the sample space diameter larger than or equal to 30 mm

· the sample exchange gas should be separated from the cooling gas, so a contamination of the sample space does not hinder cooling


	1 


	19
	Tehnične specifikacije za Naprava za merjenje koeficienta trenja / Tribometer

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za merjenje koeficienta trenja / Tribometer 


	Description
	Quantity

	Tribometer 
· Rotating disk configuration

· Linear oscillation configuration 

· Tribocorrosion cell

· electronic control unit
· calibration utility (friction force, speed)

· sample heating utility

· lubricant container for tests in lubricating environment
	1 

	PC
· LCD display
	

	Control and analysis software
	

	Installation tools 
	

	Software for analysis and evaluation
	

	Installation and Training

· installation on the location of the delivery

· training of three users
	

	Required precisions and ranges

max. load: 10 N or more

max. friction force: 5 N or more

sample heating up to 150 °C or more

Rotating disk parameters:

· enabled mounting of circular specimen of any diameter in the range 5–30 mm

· rotation speed: at least in the range 2–300 rpm

Linear oscillation parameters:

· stroke: 10 mm or more

· frequency: at least in the range 1–10 Hz
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	Tehnične specifikacije za XRD system

	Predmet javnega naročila
	Uporaba in izvajanje raziskav na XRD system


	Description


	Quantity

	Basic platform
	

	High voltage generator:

Power: 3 kW or more

High voltage : up to 60 kV or more

Current: up to 60 mA or more
	1 

	X-ray sources:

Long fine focus sealed ceramic X-ray tubes with Cu, anode. X-Ray tube and tube tower should allow easy exchange from line to point focus and vice versa without any realignment or supplies re-connection.
	1 

	Goniometer:

Vertical Theta/Theta goniometer, with mechanism for fast exchange of all optical modules and sample stages without need for any re-alignment by operators after exchange.

- Angular range at least: -90 < 2Theta < 165 deg.

- The smallest step: 0.0001 deg. or less

- 2Theta linearity (measured on standard material): +/- 0.01 deg. (2Theta)
	1 

	System resolution:

System resolution expressed as a FWHM value of the peak around 21,3 deg. (CuKa) on Lab6 sample measured in standard (Brag-Brentano) mode with fast linear detector must be <= 0.03 deg. (2Theta). Either an official brochure or a measurement data, or an official statement with resolution guarantee should be attached.
	1

	Incident beam modules
	

	Divergence slit module:

Automatic programmable divergence slit module should allow work in constant irradiated length on the sample and constant divergence angle mode. This module should be easily exchangeable with any other incident beam modules without need for any realignment.
	1

	Soller slits:

- Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 2 deg. > divergence angle < 2.5 deg.

- Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 1 deg. > divergence angle < 2.5 deg.
	1

	Modules for parallel beam:

Module (or a set of modules) consisting x-ray mirror and Ge monochromator(s) producing high intensity/high resolution parallel incident beam. Beam characteristics:

-Beam height at the sample position: >= 1 mm,

-Beam Divergence: <= 0.008 deg.,

-CuKa2 supression: > 99.9 %.
	1

	Modules for small angle scattering:

Either a separate module(s) or accessories for other modules allowing SAXS experiments. Expected coverage for a measured particle sizes should be from 1nm to 100 nm or more.
	1

	Module for in-plane diffraction:

Either a separate module(s) or accessories for other modules allowing “in-plane” diffraction experiments should be offered.
	1

	Point focus optics:

Collimation system for small spot analysis. The module should have possibility to change the beam height and width (or diameter) at the exit from the module in a range from 0 to at least 8mm. Should be used with an x-ray tube in point focus.
	1

	Sample stages
	

	Standard sample stage:

Rotational sample stage (spinner) with programmable rotation speed and programmable angular position, ready for operation in reflection and foil transmission mode, as well as in combination with automatic sample changer. The following sample holders suitable for use with sample spinners should be provided (minimum 6 pieces of each type): 

-standard reflection (“back” , “front” or “side” loading),  

-foil transmission, 

-zero-background (Si) holders for small amount of sample.
	1

	Auto sampler:

Automatic sample changing device for more than 30 samples ready for operation in reflection and foil transmission mode, in a combination with Rotational sample stage (spinner).
	1

	Tilt/mapping sample platform:

Sample cradle with 5 computer controlled and programmable axis: 

Sample Tilt (Chi), Sample Rotation (Phi), Sample Height (Z), Translation (X), Translation (Y). Chi programmable range should be min. 95 deg, Z programmable range should be min. 10 mm, Phi range should be min. 720 deg., translation (X,Y) should be min. 50 mm.

The cradle should be fully integrated and controlled by general system control software, allowing automatic sample height optimization and programmable mapping. The cradle should allow experiments on the samples with weight up to 0.5 kg or higher, sample height at least 15 mm and max. sample diameter should be at least 80 mm. The sample cradle should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off.

Bidders can offer more sample stages, so that all above specifications are fulfilled in the case that single sample stage can’t fulfill all required specifications.
	1

	High temperature sample stage:

High temperature attachment with temperature range from room temperature up to 1200 deg.C. The attachment should allow sample spinning during measurement. The temperature chamber should contain a programmable, motorized height compensating stage for mounting onto a goniometer. The whole chamber and accessories should be controlled and programmable from the software package used to control the diffractometer. The attachment should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off.
	1

	Low and medium temperature sample stage:

High temperature attachment with temperature range from -180 deg.C (liquid nitrogen cooling) to 450 deg.C. System should include all accessories and controllers required for low temperature (LN2) operation. The whole attachment and accessories should be controlled and programmable from the software package used to control the diffractometer. The attachment should be easily exchangeable with any other sample stages, without need for any alignment or intermediate system switch off.
	1

	Accessory for non-ambient stages:

Complete vacuum system for high temperature attachment including rotary pump, turbo molecular pump, piping through instrument enclosure, controller for fully automatic operation, valves, vacuum gauges, etc.
	1

	Detectors
	

	Solid state  2D area detector, capable of measuring in:

- 0D mode (like standard point detector, using full line focus of the x-ray tube), 

- 1D mode (fast linear (strip) detector, in scanning and static mode, using line focus of the x-ray tube), 

- 2D mode (area detector, in scanning and static mode).

Linear range of detector, pixel size, detector noise, dynamic range and point spread function should be specified in the offer. Sellers can offer either one detector, if it fulfills above specifications or a combination of detectors fulfilling above specifications.
	1

	Diffracted beam modules
	

	Anti scatter devices:

Automatic programmable anti scatter slit module(s) allowing work in constant irradiated length and constant divergence angle mode (for sellers offering more detectors, programmable anti scatter and, if needed, receiving slit modules should be offered with each offered detector).
	1

	Soller slits:

- Easily exchangeable soller slits with divergence angle in the range 2 deg. > divergence angle <  2.5 deg.

- Easily exchangeable soller slits divergence angle in the range 1 deg. > divergence angle < 2.5 deg.
	1

	Parallel beam secondary optics:

Parallel beam analyzer (parallel plate collimator) with acceptance angle of 0.3 deg. or smaller.
	1

	Secondary monochromators:

Diffracted beam flat graphite (or other material) monochromator to be used for measurements with parallel beam setup, with both detector types. 
	1

	Secondary monochromator for use with 1D mode of detetector (or with fast linear 1D detector):

Diffracted beam graphite (or other material) curved (or any other shape) monochromator for Cu radiation to be used for measurements in Bragg-Brentano setup in combination with 1D (fast linear detector).
	1

	Rocking curve optics:

Attachment(s) for rocking curves measurement utilizing either 0D and/or 1D mode of a detector(s).
	1

	High resolution reciprocal space mapping optics:

3 bounce Ge secondary monochromator/analyzer with acceptance/resolution <=0.0036 deg.
	1

	Software packages
	

	Instrument control and experiment setup:

Software module for operation of the system and data collection strategy preparation (license for one PC).
	1

	Analytical functionality required below can be combined into one or more software packages or modules. License for use on 10 independent PCs should be included for each offered software package/module. If software packages are protected by any hardware device (like dongle), minimum 10 of such devices should be provided per each protected software package/module:

- General data treatment: General graphics data manipulation, profile fitting peak search, data import/export, smoothing, alpha2 stripping, etc. 

- Qualitative and semi-quantitative analysis: Search/Match (phase identification) and semi-quantitative analysis module.

- Crystallographic analysis: Unit cell search and refinement and full profile refinement (Le Bail and/or Pawley).

- Rietveld analysis: Rietveld analysis (quantitative and structural).

- Data Clustering: Cluster analysis of high amount of scans without reference databases.

- SAXS data analysis: Analysis of particle size, size distribution and specific surface area.

- X-Ray reflectivity data analysis: Display, simulation and fitting X-ray reflectivity data and diffused scattering data.

- Rocking curves and reciprocal space map analysis: Visualisation and analysis of single and two axes high resolution scans, as well as simulation of rocking curves.
	


4. PONUDBENA DOKUMENTACIJA
· OBRAZEC 1 - podatki o ponudniku

· OBRAZEC 2 - podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

· OBRAZEC 3 – podatki in soglasje podizvajalca za neposredna plačila

· OBRAZEC 4 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

· OBRAZEC 5 - soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

· OBRAZEC 6 -  »ESPD« (datoteka XML) – za vse gospodarske subjekte
· OBRAZEC 7 - ponudba

· OBRAZEC 8 - vzorec pogodbe
OBRAZEC 1 - PODATKI O PONUDNIKU      

	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Na podlagi javnega razpisa »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 14.04.2020, pod številko objave JN002365/2020-B01 (EU 2 - SL),  2020/S 074-175825 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo kot sledi:

	
	Samostojna prijava, kot samostojni ponudnik

	
	

	
	Skupna prijava, pri čemer smo vodilni partner


	
	Prijava s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci

	
	

	
	Prijava z uporabo zmogljivosti drugih subjektov


	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2– PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI               

	Naziv ponudnika:
	     

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Na podlagi javnega razpisa »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 14.04.2020, pod številko objave JN002365/2020-B01 (EU 2 - SL),  2020/S 074-175825 se prijavljamo na javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

	Zap. št.
	Polni naziv
	Področje dela
	Vrednost del
	Razmerje v %

	Vodilni partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	


	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.        
 OBRAZEC 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU               
	Polni naziv podizvajalca:
	

	Naslov podizvajalca:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Telefon:
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	

	IBAN in navedba banke:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
	

	Zakoniti zastopnik podizvajalca:
	

	Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
	

	Količina del podizvajalca:
	

	Vrednost del podizvajalca:
	

	Kraj izvedbe del:
	

	Rok izvedbe del:
	


V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):
	
	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika

	
	

	
	NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika


Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Navodila za izpolnitev: Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.
	
	
	Podizvajalec:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika podizvajalca)




OBRAZEC 4 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE (zakonite zastopnike)
_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, Institut »Jožef Stefan« , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
	Podatki o pravni osebi:
	

	Polno ime podjetja:
	

	Sedež podjetja:
	

	Občina sedeža podjetja:
	

	Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Identifikacijska številka za DDV:
	

	Matična številka:
	


	
	
	Pooblastitelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis zastopnika/pooblastitelja)


Navodila za izpolnitev: Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.
OBRAZEC 5 - SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam Institut »Jožef Stefan«, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«, po odprtem postopku , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.
	Moji osebni podatki so naslednji:
	

	EMŠO:
	

	Ime in priimek:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Občina rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega
	

	bivališča:
	

	Ulica in hišna številka:
	

	Pošta in poštna številka:
	

	Državljanstvo:
	

	Moj prejšnji priimek se je glasil:
	


	
	
	Pooblastitelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis pooblastitelja)


Navodilo za izpolnjevanje: Obrazec izpolnijo vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi in podizvajalca ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V primeru, da ima ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec več oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, se izpolni ustrezno število soglasij.
OBRAZEC 6 – ESPD
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD– ostali sodelujoči«.

OBRAZEC 7 - PONUDBA               

	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	


Na  osnovi  vaše objave javnega naročila vam  pošiljamo naslednjo ponudbo
	PONUDBO št.
	


	

	Vrsta nabave:
	x
	Storitev
	
	Blago
	
	Gradnja
	
	


	Št.
	Opis
	Količina
	Cena EUR brez DDV/h
	Vrednost

	1
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT Nanoprobe System
	800
	
	

	2
	Uporaba in izvajanje raziskav na AFM Ramanski mikroskop
	850
	
	

	3
	Uporaba in izvajanje raziskav na Atomic Layer Deposition (ALD) system
	50
	
	

	4
	Uporaba in izvajanje raziskav na Elipsometer
	120
	
	

	5
	Uporaba in izvajanje raziskav na Focus Ion Beam (FIB) electronic microscope
	1869
	
	

	6
	Uporaba in izvajanje raziskav na Ink-Jet Printer for ceramic precursor solutions
	0
	
	

	7
	Uporaba in izvajanje raziskav na Konfokalni mikroskop
	160
	
	

	8
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za optično nanolitografijo
	600
	
	

	9
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT-STM mikroskop
	0
	
	

	10
	Uporaba in izvajanje raziskav na Magnetometer
	200
	
	

	11
	Uporaba in izvajanje raziskav na Molecular Beam Epitaxy (MBE) system
	300
	
	

	12
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za merjenje električnih lastnosti (mrežni analizator)
	250
	
	

	13
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za meritev velikosti nanodelcev
	0
	
	

	14
	Uporaba in izvajanje raziskav na PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo / Purchase of PLD (pulsed laser deposition) chamber with corresponding equipment
	900
	
	

	15
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki temperatur ter sondažna postaja z možnostjo meritev v visokem magnetnem polju in pri nizki temperaturi
	300
	
	

	16
	Uporaba in izvajanje raziskav na Oprema za merjenje oprijemljivosti prevlek /Scratch tester 
	50
	
	

	17
	Uporaba in izvajanje raziskav na Optični spektrograf / Spectrograph with detector
	0
	
	

	18
	Uporaba in izvajanje raziskav na Superprevodni magnet
	0
	
	

	18
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za merjenje koeficienta trenja / Tribometer 
	50
	
	

	20
	Uporaba in izvajanje raziskav na XRD system
	620
	
	

	SKUPAJ
	

	OSNOVA
	

	DDV
	

	ZA PLAČILO (EUR)
	


	Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa):
	

	Veljavnost ponudbe do:
	


V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".
OBVEZNA PRILOGA:
Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji) ter vaš original ponudbe.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


OBRAZEC – VZOREC POGODBE

	Uporabnik:
	Ponudnik:

	INSTITUT »JOŽEF STEFAN«

Jamova cesta 39, 

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa 

prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor
	ki ga zastopa

     , direktor

	Davčna številka: SI55560822
	Davčna številka: SI

	Matična številka :5051606000
	Matična številka: 

	IBAN: SI56 0110 0603 0344 242
	IBAN: SI56 

	Številka pogodbe najemojemalca: 
	Številka pogodbe ponudnika: 


se dogovorita in skleneta naslednjo

	POGODBO O UPORABI OPREME IN IZVAJANJU STORITEV


I SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

· sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku za »UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«, objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 14.04.2020, pod številko objave JN002365/2020-B01,  in v Uradnem listu EU, datum objave      , številka objave 2020/S 074-175825  (odločitev o oddaji javnega naročila, _____/___, z dne ___);

· sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) in ponudba ponudnika št.       ______ z dne      _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi; 

Uporabnik je z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ____________ izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prvega odstavka te pogodbe.

S to pogodbo se stranki dogovorita o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila. Ponudnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsemi določili te pogodbe, da jih je razumel.

II PREDMET POGODBE

2. člen
Predmet pogodbe je UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI (v nadaljevanju: oprema). 

Po tej pogodbi vključuje predmet namestitev opreme v prostore IJS, zagon in preizkus delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku, šolanje uporabnikovega osebja (1 oseba/opremo) ter vzdrževanje opreme. Potrošni material za uporabo opreme si po potrebi zagotavlja uporabnik.
Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel ponudnik v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo. 
III ROK DOBAVE IN IZVEDBE

3. člen
Ponudnik bo izročil uporabniku opremo ter izdal potrdilo o opravljenem zagonu in preizkusu delovanja najkasneje v roku 2 tednov od dneva podpisa pogodbe. Opremo bo ponudnik namestil v prostore IJS.
Ob primopredaji mora biti funkcionalnost opreme 100 %. 

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka. 

IV VIŠJA SILA

4. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbene stranke niso mogle predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

V. POGODBENA VREDNOST
5. člen

Ponudnik in uporabnik se dogovorita, da bo ponudnik od datuma podpisa primopredajnega zapisnika za obdobje dveh (2 let) zaračunaval uporabniku uporabnino: 

	Št.
	Opis
	2 letna količina  ur uporabe
	Cena EUR brez DDV/h
	Vrednost

	1
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT Nanoprobe System
	800
	
	

	2
	Uporaba in izvajanje raziskav na AFM Ramanski mikroskop
	850
	
	

	3
	Uporaba in izvajanje raziskav na Atomic Layer Deposition (ALD) system
	50
	
	

	4
	Uporaba in izvajanje raziskav na Elipsometer
	120
	
	

	5
	Uporaba in izvajanje raziskav na Focus Ion Beam (FIB) electronic microscope
	1869
	
	

	6
	Uporaba in izvajanje raziskav na Ink-Jet Printer for ceramic precursor solutions
	0
	
	

	7
	Uporaba in izvajanje raziskav na Konfokalni mikroskop
	160
	
	

	8
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za optično nanolitografijo
	600
	
	

	9
	Uporaba in izvajanje raziskav na LT-STM mikroskop
	0
	
	

	10
	Uporaba in izvajanje raziskav na Magnetometer
	200
	
	

	11
	Uporaba in izvajanje raziskav na Molecular Beam Epitaxy (MBE) system
	300
	
	

	12
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sistem za merjenje električnih lastnosti (mrežni analizator)
	250
	
	

	13
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za meritev velikosti nanodelcev
	0
	
	

	14
	Uporaba in izvajanje raziskav na PLD (pulzna laserska depozicija) komore s pripadajočo opremo / Purchase of PLD (pulsed laser deposition) chamber with corresponding equipment
	900
	
	

	15
	Uporaba in izvajanje raziskav na Sondažna postaja z možnostjo meritev pri nizki temperatur ter sondažna postaja z možnostjo meritev v visokem magnetnem polju in pri nizki temperaturi
	300
	
	

	16
	Uporaba in izvajanje raziskav na Oprema za merjenje oprijemljivosti prevlek /Scratch tester 
	50
	
	

	17
	Uporaba in izvajanje raziskav na Optični spektrograf / Spectrograph with detector
	0
	
	

	18
	Uporaba in izvajanje raziskav na Superprevodni magnet
	0
	
	

	18
	Uporaba in izvajanje raziskav na Naprava za merjenje koeficienta trenja / Tribometer 
	50
	
	

	20
	Uporaba in izvajanje raziskav na XRD system
	620
	
	


Pogodbena vrednost za dveletno (2) obdobje znaša ……….……………… EUR brez DDV oz. ………………….….. EUR z DDV.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, predvsem pa:
· dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji, 

· namestitev dobavljene opreme,
· zagon in preizkus delovanja, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje,
· primopredajo vse dobavljene opreme naročniku,

· šolanje naročnikovega osebja (1 oseba/opremo) v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji,

· preventivno in korektivno vzdrževanje opreme vključno z vsemi rezervnimi deli in ostalimi potrebnimi stroški, vezanimi na vzdrževanje (transportni in ostali stroški). 

Cena mora biti fiksna v času trajanja pogodbe.

VI. NAČIN PLAČILA

6. člen

Ponudnik bo izstavil račun najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Za prvi mesec se najem obračuna sorazmerno glede na število dni najema v mesecu.

Uporabnik bo izvršil plačilo v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun ponudnika št. .............................................. odprt pri banki ......................................................................

Ponudnik mora vse račune pošiljati uporabniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

V primeru zamude s plačilom bo uporabnik plačal zakonske zamudne obresti.

VII. PRIMOPREDAJA OPREME

7. člen

Ponudnik mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v rokih kot so navedeni v 3. členu izročiti uporabniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi. 

8. člen

Ponudnik mora uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Uporabnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

9. člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar ponudnik preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko uporabnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

10. člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Ponudnik in uporabnik se dogovorita o poteku in načinu izvedbe primopredaje.
Ob primopredaji opreme je dolžan ponudnik predati uporabniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

· navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika),

· kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

· druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik. 

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema v celoti izpolnjuje pogodbena določila. 
VIII. VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

11. člen
Ponudnik zagotavlja »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme. 

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda. 

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. 

Uporabnik mora s predmetom najema ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in zanj skrbeti.

Ponudnik na svoje stroške poskrbi za odvoz opreme po poteku najemnega obdobja.

12. člen
Ponudnik bo pristopil k izvajanju rednih vzdrževalnih servisov po predhodnem dogovoru z nadzorno osebo, ki jo za vsako opremo posebej imenuje uporabnik ob primopredaji.

Ponudnik bo za vsako koledarsko leto izdelal terminski plan preventivnega vzdrževanja opreme in ga dal v potrditev uporabniku. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

Ponudnik se obvezuje, da bo opravljal storitve vzdrževanja po tej pogodbi v rednem delovnem času in izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, v kolikor bo to potrebno, vse v okviru pogodbene cene.

13. člen
Po vsakokratno izvedenih delih (posegih) na opremi, posreduje ponudnik uporabniku poročilo o opravljenem delu (v nadaljevanju: poročilo). V poročilu je treba specificirati porabljen material, rezervne dele in čas. Poročilo pregleda in potrdi oz. poda pripombe nadzorna oseba uporabnika.

14. člen
Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je ponudnik upravičen zaračunati po primerljivih tržnih cenah.

15. člen
Prijavo napake mora uporabnik sporočiti ponudniku. Izvedena mora biti telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare. 

Odzivni čas serviserja je 48 ur od prijave napake do začetka odprave napake, ki se lahko izvaja preko telefona, oddaljenega dostopa ali s prihodom serviserja na lokacijo, odvisno od vrste napake. 

Rok za odpravo napak je 5 delovnih dni od poziva uporabnika.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če ponudnik, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil ponudnik.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo ponudnik v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 60-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo, sicer bo to storil uporabnik v breme ponudnika.

IX. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen
Uporabnik se s to pogodbo zavezuje:

· da bo z opremo ravnal v skladu z načelom dobrega gospodarja in jo o uporabljal v skladu s prejetimi navodili;
· da brez predhodnega dogovora z najemodajalcem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v opremo, ki je predmet te pogodbe;

· da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih obveznosti;

· da bo uredil plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

· da bo izvedel količinski in kakovostni prevzem opreme;
· da bo imenoval nadzorno osebo za vsako opremo posebej, ki bo odgovorna za izvajanje pogodbenih obveznosti uporabnika;
· da bo zagotovil strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira ponudnik;

· da bo obveščal predstavnika ponudnika o ugotovljenih napakah na opremi in sodeloval pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

17. člen

Ponudnik se s to pogodbo zavezuje, da:

· bo izvedel vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije; 

· bo izvedel dobavo in zagon opreme, ki je predmet te najemne pogodbe,

· bo pri opravljanju storitev ravnal kot dober strokovnjak;
· bo uporabniku nudil strokovno pomoč in izvajanje izobraževanja in usposabljanja strokovnega osebja uporabnika za delo z opremo;
· bo uporabniku povrnil vso škodo, nastalo zaradi neizpolnjevanja te pogodbe;

X. POOBLAŠČENE OSEBE

18. člen

Pooblaščeni zastopnik uporabnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je       .

Namestnik pooblaščenega zastopnika uporabnika po tej pogodbi / skrbnika pogodbe je      
Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe. 

Pooblaščeni zastopnik ponudnika po tej pogodbi je       
Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe. 

XII. PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci/

19. člen

Ponudnik pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

· ______________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, 

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ___________________________________________________. /navesti vrsto in vrednost del/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti uporabnika do ponudnika v tej pogodbi.

Ponudnik pooblašča uporabnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega uporabnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika je sestavni del in priloga te pogodbe. Ponudnik svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Ponudnik se zavezuje uporabniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

Ponudnik se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe uporabnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Najemnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil uporabnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Uporabnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Ponudnik je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Za ponudnika, ki opravlja za uporabnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima uporabnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je ponudnik uporabniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Ponudnik sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z uporabnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju uporabnika.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
XIV. TRAJANJE POGODBE IN ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa uporabnika in ponudnika.
Ne glede na prvi odstavek tega člena pogodba preneha veljati, če je uporabnik seznanjen, da:

· je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani ponudnika pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

· da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

23. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni ugotoviti delež izvršenih del, poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. 

Uporabnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, zlasti v naslednjih primerih:

1. ponudnik ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi uporabnik, 

2. uporabnik po preteku dodatnega tridesetdnevnega roka za implementacijo opreme najemodajalcu/dobavitelju ne do dopustil dodatnega roka. Ta rok predstavlja skrajni rok izvedbe in je bistvena sestavina pogodbe;

3. oprema ne deluje deset (10) zaporednih dni;

4. oprema ni delovala dvajset (20) dni v obdobju 6 mesecev;

5. druge kršitve te pogodbe.

Pisno obvestilo o odpovedi pogodbe mora biti poslano drugi pogodbeni stranki priporočeno s povratnico. V obvestilu mora biti navedeno, na podlagi česa se pogodba odpoveduje.

XV. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
XVI. RAZVEZNI POGOJ
25. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
· plačilom za delo, 
· delovnim časom, 
· počitki, 
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno 
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
XVII. KONČNE DOLOČBE

26. člen
Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

27. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Sestavna dela pogodbe sta:

· dokumentacija javnega naročila,

· ponudbena dokumentacija ponudnika.

	UPORABNIK:
	
	PONUDNIK:

	Institut »Jožef Stefan«
	
	

	Direktor:
	
	Direktor:

	
	
	

	prof. dr. Jadran Lenarčič
	
	

	Datum:
	
	
	Datum:
	


Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.
	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo
»UPORABA IN IZVAJANJE RAZISKAV NA RAZISKOVALNI OPREMI«
	DOBAVITELJ:
	

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka:
	

	Matična številka:
	

	Transakcijski račun:
	

	Številka pogodbe:
	


	Na osnovi DOBAVNICE št. 
	
	z dne
	
	se izvede:


	PREVZEMNI ZAPISNIK
	* št.
	

	* št. prevzema izstavi skladišče
	kraj: 
	

	
	datum:
	


	Vrsta 
	
	Storitev
	
	Material
	x
	Oprema
	
	Gradnja

	prevzema
	
	
	
	
	
	
	
	


	Dostava:
	x
	Dobavitelj
	
	Prevoz IJS
	
	Ostalo, navedi: 
	


	Št.
	Ugotovitev
	
	DA
	
	NE

	1
	Vse naročene komponente ali dela so dobavljena
	
	
	
	

	2
	Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu
	
	
	
	

	3
	Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov
	
	
	
	

	4
	Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija
	
	
	
	

	5
	Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo
	
	
	
	

	6
	Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen:
	
	
	
	


Dodaten komentar:

	

	

	


Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.
	Dobavitelj:
	
	Institut “Jožef Stefan”

	
	
	

	(ime in priimek)

Predstavnik dobavitelja
	
	 (ime in priimek)

Oseba, zadolžena za nabavo


PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 
Podatki o naročniku/naročilu

	Naročnik
	Institut »Jožef Stefan«, 

Jamova cesta 39, 

1000 Ljubljana

	Oznaka naročila
	

	Predmet naročila
	


Podatki o ponudniku

	Naziv ponudnika:
	

	Matična številka:
	

	Davčna številka:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:
	


Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, 

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

	Št.
	Ime in priimek
	Naslov stalnega prebivališča
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 

	Št.
	Naziv in sedež pravne osebe
	Matična številka
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

	Št.
	Ime in priimek
	Naslov stalnega prebivališča
	Delež lastništva v %

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

	Zap. št.
	Naziv in sedež gospodarskega subjekta
	Matična številka

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

	Št.
	Naziv in sedež pravne osebe
	Matična številka
	Povezana na način

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

· vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

· vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

	
	
	Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis zakonitega zastopnika ponudnika)
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